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Ионно-пучковые аналитические комплексы, располагающие набором методов разносторонней диагностики 
материальных объектов в настоящее время составляют неотъемлемую часть мировых исследовательских центров. В ряде 
случаев возможности ионно-пучкового анализа оказываются недостижимыми для других аналитических процедур1,2. 
Важной особенностью ионно-пучкового анализа материалов является его недеструктивность. В его арсенале имеется метод 
резерфордовского обратного рассеяния, характеризующегося абсолютностью получаемых экспериментальных данных, 
и возможностью построения многоэлементных количественных концентрационных профилей по толщине изучаемого 
объекта с разрешением до 2 нм. Метод характеризуется не высокой чувствительностью (пределы обнаружения на уровне 
0.1 % ат.), но эта его особенность компенсируется возможностями метода рентгеновской флуоресценции при ионном 
возбуждении3, особенно эффективенного при анализе легких элементов. Использование метода резонансных и пороговых 
ядерных реакций позволяет изучать изотопные характеристики вещества. Метод ядер отдачи предоставляет возможность 
количественного определения содержания водорода в материале4. В арсенале ионно-пучковой диагностики имеется метод 
каналирования ионов, крайне эффективный при изучении монокристаллов и эпитаксиальных структур. Представлены 
результаты изучения реальных объектов и состояние ионно-пучковых исследований материалов5. 
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